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Методы рентгеновской топографии в сочетании с цифровой обработкой изображений и спектральным анализом сигналов применены для изучения микросегрегации в кристаллах. Показана возможность определения амплитуды вариации состава в полосах роста из условий образования дислокаций несоответствия в таких слоисто неоднородных кристаллах. На основе анализа особенностей деформации кристаллической решетки предложены методы оптимизации условий рентгенотопографического выявления полос роста с целью получения количественной информации об амплитуде и пространственных характеристиках флуктуации состава.

